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摘要(译)

一种测试OLED基板的方法，包括：第一步，获得通过连接到选择信号线
的开关元件组的第一电流值;第二步，获得通过连接到数据信号线的开关
元件组的第二电流值;第三步骤，从步骤1和2中的每一个获得的每个脉冲
信号的电流值，操作通过包括OLED元件的每个开关元件的电流。
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